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第 1 章では，前半でP. Augerの仕事を中心にオージェ電子分光法 (AES) の発展の歴史を，後半
では実際の AESで必要な要因について概説し本研究の課題とその意義を明らかにしている。
第 2 章では AES における二次電子を含めた背面散乱電子の効果を，従来二次電子の分析で用いら




た同時蒸着法について述べその有用性を確かめている。すなわち Cu と Ni の電子線加熱同時蒸着法














第 5 章では，第 3 章の同時低温蒸着による試料を用いることにより Cu (~60at%) -Ni について選
択スパッター効果を定量的に明らかにしている。すなわちイオンエネルギー500~2KeV に対して表面
は，室温と液体窒素温度で，ほぽ 4 ~12%程度 Ni-richになることを明らかにしている。更に CトNi
薄膜試料を用いて AESのスペクトルの変化から，表面変質層は50~100Aであることを実験より直接
決定することが出来ることを示し，従来の間接的な推測結果の妥当性を確かめている。














る効果を定量的に明らかにすると同時に，初めて Beの K- ionizationの断面積を決定している。
(2) 電子衝撃により異種金属を一定の割合で同時に蒸着させる方法一同時蒸着法ーを開発し，この方
法により Cu-Niの表面分析用標準試料を作製して選択スパッタリング効果を定量的に明らかにして
いる。
(3) 同時蒸着法により得られた Cu-Ni標準試料を用いて，スペクトル合成についての実験と解析によ
り，低エネルギーオージェ信号を用いた Cu-Ni合金系に対する表面定量分析法を確立し，さらにス
パッタリングに伴う表面変質層の厚さを，初めて実験により決定している。
(4) 通常の走査型オージェ電子顕微鏡の改良を試み，新たに矩形波同期モジュレーション法とデジタ
ル積分方式を導入することにより雑音の少いオージェ像が得られることを実験的に確かめている。
以上のように本論文は表面分析法として広く用いられている AESの基礎的問題について実験によ
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り検討を行うことによって，オージェ定量分析における基本的因子を明らかにし， Cu-Ni合金の定量
分析を確立したもので，その成果は，材料物性工学，表面工学上貢献するところが大きい。よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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